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本发明涉及一种荧光免疫测试仪。用于对盛

放在测试卡中的样本进行测试，包括：孵育机构，

设置有多个孵育位，所述孵育机构用于对处于所

述孵育位的样本进行孵育；测光机构，包括横向

驱动组件和测光组件，所述横向驱动组件能够带

动所述测光组件在各个所述孵育位之间往复运

动，所述测光组件用于接收样本中被激发的荧光

信号；及承载机构，包括第一驱动组件和承载组

件，所述承载组件的数量为多个并用于承载测试

卡，所述第一驱动组件用于驱动所述承载组件运

动以使测试卡脱离或进入所述孵育位。上述设置

能提高荧光免疫测试仪的测试通量。
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1.一种荧光免疫测试仪，用于对盛放在测试卡中的样本进行测试，其特征在于，包括：

孵育机构，设置有多个孵育位，所述孵育机构用于对处于所述孵育位的测试卡进行孵

育；

测光机构，包括横向驱动组件和测光组件，所述横向驱动组件能够带动所述测光组件

在各个所述孵育位之间往复运动，所述测光组件用于接收测试卡中被激发的荧光信号；及

承载机构，包括第一驱动组件和承载组件，所述承载组件的数量为多个并用于承载测

试卡，所述第一驱动组件用于驱动所述承载组件运动以使测试卡脱离或进入所述孵育位。

2.根据权利要求1所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述孵育机构包括基板和孵育

板，所述基板用于支撑所述孵育板，所述孵育位为设置在所述孵育板上的孵育容腔。

3.根据权利要求2所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述孵育板具有弯折连接的第

一表面和第二表面，所述第一表面与所述测光组件相对设置，所述孵育容腔包括相互连通

的第一腔体和第二腔体，所述第一腔体由所述第一表面的一部分朝所述基板凹陷形成，所

述第二腔体由所述第二表面的一部分沿所述承载组件的运动方向凹陷形成，所述第一腔体

上与第二腔体连通处的横截面尺寸小于所述第二腔体的横截面尺寸；其中，当测试卡插置

在所述第二腔体中时，所述测光组件通过所述第一腔体接收测试卡中的荧光信号。

4.根据权利要求3所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，沿所述第一表面指向所述基板

的方向，所述第一腔体的横截面尺寸逐渐减少，所述第二腔体的横截面尺寸保持不变。

5.根据权利要求2所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述孵育容腔的底壁上设置有

能够与测试卡滑动配合的限位凸条，所述限位凸条沿所述承载组件的运动方向延伸。

6.根据权利要求1所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述测光机构还包括纵向驱动

组件，所述横向驱动组件带动所述纵向驱动组件运动，所述测光组件与所述纵向驱动组件

连接，所述纵向驱动组件能够驱动所述测光组件运动以接收同一孵育位所对应全部区域内

的荧光信号。

7.根据权利要求6所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述横向驱动组件包括第一安

装架、第一同步带和第一滑块，所述第一安装架设置在所述孵育机构上，所述同步带设置在

第一安装架上并与所述第一滑块连接，所述第一滑块与所述第一安装架滑动配合，所述纵

向驱动组件固定在所述第一滑块上。

8.根据权利要求7所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述纵向驱动组件包括第一丝

杆电机，所述第一丝杆电机的输出轴与测光组件连接。

9.根据权利要求1所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述测光组件包括支撑座、光

源和信号接收元件，所述支撑座滑动设置在所述横向驱动组件上，所述光源和信号接收元

件均安装在所述支撑座上，所述光源用于激发位于所述孵育位中的测试卡中的荧光物质以

产生荧光信号，所述信号接收元件用于接收激发后的荧光信号。

10.根据权利要求1所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述承载机构还包括第二驱

动组件，所述第一驱动组件包括驱动单元，所述驱动单元用于驱动所述承载组件运动以使

测试卡脱离孵育位，所述第二驱动组件带动所述驱动单元在各个承载组件之间运动。

11.根据权利要求10所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述第二驱动组件包括第二

安装架、第二同步带和第二滑块，所述第二安装架位于所述孵育机构的旁侧，所述第二同步

带设置在第二安装架上并与所述第二滑块连接，所述第二滑块与所述第二安装架滑动配
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合，所述驱动单元固定在所述第二滑块上。

12.根据权利要求11所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述驱动单元包括第二丝杆

电机，所述第二丝杆电机的输出轴能够抵压所述承载组件以使测试卡脱离孵育位。

13.根据权利要求12所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述第一驱动组件还包括固

定柱和弹性体，所述固定柱安装在所述孵育机构上，所述弹性体连接在所述固定柱与所述

承载组件之间，所述弹性体能够拉动所述承载组件以使测试卡进入孵育位。

14.根据权利要求10所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述承载组件包括基座和承

载座，所述承载座设置在所述基座的其中一端并用于承载测试卡，所述基座与所述孵育机

构滑动配合，所述驱动单元能够对所述基座的另外一端施加作用力。

15.根据权利要求1所述的荧光免疫测试仪，其特征在于，所述承载组件的数量与所述

孵育位的数量相等且两者一一对应。
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荧光免疫测试仪

技术领域

[0001] 本发明涉及体外诊断技术领域，特别是涉及一种荧光免疫测试仪。

背景技术

[0002] 荧光免疫测试仪利用免疫反应原理和标记的荧光物质受激发产生荧光信号，从而

检测样本中抗体或抗原等微量物质的含量，以完成对样本的定性或定量测试。

[0003] 但是，对于传统的荧光免疫测试仪，通常存在手工操作繁琐、测试效率低下和测试

结果不准确等缺陷，导致工作人员工作强度大，并且无法满足较大测试通量和保证测试性

能的要求。

发明内容

[0004] 本发明解决的一个技术问题是如何提高荧光免疫测试仪的测试通量和测试性能。

[0005] 一种荧光免疫测试仪，用于对盛放在测试卡中的样本进行测试，其特征在于，包

括：

[0006] 孵育机构，设置有多个孵育位，所述孵育机构用于对处于所述孵育位的测试卡进

行孵育；

[0007] 测光机构，包括横向驱动组件和测光组件，所述横向驱动组件能够带动所述测光

组件在各个所述孵育位之间往复运动，所述测光组件用于接收测试卡中被激发的荧光信

号；及

[0008] 承载机构，包括第一驱动组件和承载组件，所述承载组件的数量为多个并用于承

载测试卡，所述第一驱动组件用于驱动所述承载组件运动以使测试卡脱离或进入所述孵育

位。

[0009] 本发明的一个实施例的一个技术效果是:通过在孵育机构上设置多个孵育位，同

时横向驱动组件带动测光组件在各个孵育之间运动，以便测光组件能对处于每一孵育位的

测试卡进行测试。当测光组件对处于其中某一孵育位的测试卡中的样本进行测试时，可以

充分利用该测试卡的测试时间，能够在与其它孵育位相对应的承载组件上装载测试卡，以

便承载组件带动测试卡至孵育位进行测试；也可以使承载组件带动样本已测试完毕的测试

卡脱离孵育位，然后将测试卡从承载组件上卸载。这样可以使测试卡的装载、卸载与样本的

测试同时“并行”进行，避免先后“串行”进行。因此，在同样的时间内，测光组件能够对更多

的测试卡中的样本进行检测，从而提高整个荧光免疫测试仪的测试通量。

附图说明

[0010] 图1为一实施例提供的荧光免疫测试仪的立体结构示意图；

[0011] 图2为图1的荧光免疫测试仪去除部分结构后的仰视示意图；

[0012] 图3为图1的荧光免疫测试仪包括孵育机构在内的局部结构示意图；

[0013] 图4为图3中A处放大结构示意图；
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[0014] 图5为图3的仰视示意图；

[0015] 图6为凸1中测光组件的立体结构示意图；

[0016] 图7为一实施例提供的承载组件在第一视角下承载有测试卡时的立体结构示意

图；

[0017] 图8为图7的承载组件在第二视角下的立体结构示意图；

[0018] 图9为图8中B处放大结构示意图；

[0019] 图10为图7的承载组件的分解结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的较佳实施方式。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文

所描述的实施方式。相反地，提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更

加透彻全面。

[0021] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“内”、“外”、“左”、“右”以及

类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0022] 参阅图1，本发明一实施例提供的荧光免疫测试仪10用于对盛放在测试卡20中的

样本进行测试，该荧光免疫测试仪10包括孵育机构100、测光机构200和承载机构300，孵育

机构100可以对测试卡20进行恒温孵育，以为测试卡20内样本试剂的反应提供恒定的温度

环境。测光机构200包括测光组件210，测光组件210能够激发测试卡20中的荧光物质而产生

荧光信号，同时，测光组件210接收激发后的荧光信号，并通过分析接收到的荧光信号以实

现对样本的定性或定量测试。承载机构300包括承载组件301，承载组件301能够相对孵育机

构100运动并用于承载测试卡20。

[0023] 同时参阅图1至图5，在一些实施例中，孵育机构100上设置有多个孵育位130。孵育

机构100包括基板110和孵育板120，基板110用于支撑孵育板120。例如，孵育板120可以叠置

在基板110上，孵育位130设置在孵育板120上，孵育位130对测试卡20进行孵育和定位，孵育

位130可以为孵育容腔140，多个孵育容腔140沿左右方向间隔排列在孵育板120上，孵育容

腔140可以为孵育板120上的孔形结构或槽形结构等。当然，孵育位130还可以为其它能够定

位测试卡20的实体结构等。孵育机构100还包括温度控制器，温度控制器与孵育板120连接

并能够对位于孵育位130处的测试卡20进行恒温孵育。此处恒温提供恒定的温度环境。具体

地，温度控制器由加热器或半导体制冷器和温度传感器以及散热(冷)器等器件组成。加热

器或半导体制冷器和温度传感器安装于基板110和孵育板120之间，可以提高温度控制的效

率。特别地，采用半导体制冷器时，可对位于孵育位130处的测试卡20恒温孵育在10-30摄氏

度范围内的任意设定温度。比如将孵育温度设定在18.5摄氏度，当环境温度高于18.5摄氏

度时，半导体制冷器正向工作在制冷模式，将温度控制在18.5摄氏度，当环境温度低于18.5

摄氏度时，半导体制冷器反向工作在制热模式，将温度控制在18.5摄氏度。

[0024] 孵育板120可以大致为长方体结构，孵育板120具有相互弯折连接的第一表面121

和第二表面122，即第一表面121和第二表面122垂直相交，第一表面121为孵育板120的上表
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面，第二表面122为孵育板120的侧表面，第一表面121与测光组件210相对设置。孵育容腔

140包括相互连通的第一腔体141和第二腔体142，第一腔体141由第一表面121的一部分朝

基板110凹陷(即从上往下凹陷)形成，第二腔体142由第二表面122的一部分沿承载组件301

的运动方向凹陷(即由外向里凹陷)形成。第一腔体141上与第二腔体142连通处的横截面尺

寸h小于第二腔体142的横截面尺寸H，此时，孵育板120上形成一个限位凸起123，在测光组

件210对测试卡的测试过程中，测试卡20插置在所述第二腔体142中时，第二腔体142的侧壁

能够限定测试卡20的左右摆动，同时，限位凸起123能限定测试卡20的上下摆动，确保测试

卡20准确定位在孵育位130处，测试时，测光组件210通过第一腔体141接收被激发的荧光信

号。

[0025] 第一腔体141可以贯穿第二表面122，此时，第一腔体141为在第二表面122上存在

缺口的周向非封闭腔体。当然，第一腔体141可以不贯穿第二表面122，此时，第一腔体141为

在第二表面122上不存在缺口的周向封闭腔体。沿第一表面121指向基板110的方向(即从上

往下)，第一腔体141的横截面尺寸逐渐减少，第一腔体141大致呈漏斗状；第二腔体142的横

截面尺寸可以保持不变。

[0026] 孵育容腔140的底壁上设置有限位凸条142a，具体而言，该限位凸条142a设置在第

二腔体142的底壁上，限位凸条142a沿承载组件301的运动方向延伸，当测试卡20与第二腔

体142配合时，测试卡20与该限位凸条142a滑动配合。因此，在承载组件301运动并带动测试

卡20插入或远离第二腔体142的过程中，限位凸条142a对测试卡20相对孵育板120的滑动起

到很好的导向作用。

[0027] 同时参阅图1和图6,测光机构200还包括横向驱动组件220和纵向驱动组件230，横

向驱动组件220包括第一安装架221、第一同步带222、第一滑块223、电机224、主动轮和从动

轮。第一安装架221可以设置在孵育机构100的基板110上，例如，第一安装架221与基板110

的上表面连接。电机224、主动轮和从动轮均设置在第一安装架221上，电机224直接驱动主

动轮旋转，第一同步带222套设在主动轮和从动轮上，第一滑块223固定在第一同步带222

上。第一安装架221上还可以设置有导轨225，该导轨225与第一滑块223滑动配合并沿左右

方向延伸。纵向驱动组件230固定在第一滑块223上，当电机224通过第一同步带222驱动第

一滑块223沿导轨225滑动时，纵向驱动组件230跟随第一滑块223沿左右方向运动。

[0028] 纵向驱动组件230可以包括第一丝杆电机231，第一丝杆电机231固定在第一滑块

223上，第一丝杆电机231的输出轴与测光组件210连接。第一滑块223上还可以设置导轨

223a，该导轨223a沿前后方向延伸，测光组件210与导轨223a滑动配合，第一丝杆电机231可

以带动测光组件210相对第一滑块223前后滑动。在测光组件210对测试卡20的测试过程中，

第一同步带222通过第一滑块223带动测光组件210在不同孵育位130之间运动，使得测光组

件210能够对位于不同孵育位130的测试卡20进行测试；同时，第一丝杆电机231带动测光组

件210相对第一滑块223运动，使得测光组件210能接收同一孵育位130所对应全部区域内的

荧光信号，从而对多个测试卡20进行高效测试。当然，纵向驱动组件230还可以为气缸等机

构。

[0029] 测光组件210包括支撑座211、光源212和信号接收元件213，支撑座211滑动设置在

横向驱动组件220的第一滑块223上，即支撑座211与第一滑块223上的导轨滑动配合。光源

212和信号接收元件213均安装在支撑座211上，光源212用于激发位于孵育位130中的测试
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卡20中的荧光物质以产生荧光信号，在本实施例中光源212为激光器，在其他实施例中，光

源212还可以是发光二极管等光学器件。信号接收元件213用于接收该孵育位130中被激发

产生的荧光信号。在本实施例中信号接收元件213为光电二极管，在其他实施例中，信号接

收元件213还可以是光电倍增管等光电器件。

[0030] 在其它实施例中，第一滑块223的数量可以不低于两个，由于每个第一滑块223上

均设置有测光组件210，因此，整个荧光免疫测试仪10在同一时刻可以对多个孵育位130处

的样本同时进行测试，实现在相同时刻完成多份样本和测试卡的并行测试以提高测试通

量。

[0031] 同时参阅图1和图2，在一些实施例中，承载机构300还包括第一驱动组件303和第

二驱动组件302，承载组件301的数量与孵育位130的数量相等，即承载组件301与孵育位130

形成一一对应关系。

[0032] 同时参阅图2至图5，第一驱动组件303包括驱动单元380，第二驱动组件302包括第

二安装架340、第二同步带350、第二滑块360、电机370、主动轮和从动轮。第二安装架340可

以设置在孵育机构100的旁侧。电机370、主动轮和从动轮均设置在第二安装架340上，电机

370直接驱动主动轮旋转，第二同步带350套设在主动轮和从动轮上，第二滑块360固定在第

二同步带350上。第二安装架340上还可以设置有导轨341，该导轨341与第二滑块360滑动配

合并沿左右方向延伸，驱动单元380固定在第二滑块360上，当电机370通过第二同步带350

驱动第二滑块360沿导轨341滑动时，驱动单元380跟随第二滑块360沿左右方向运动。

[0033] 驱动单元380的数量可以为一个，驱动单元380可以包括第二丝杆电机381，第二驱

动组件302通过第二滑块360带动第二丝杆电机381在各个承载组件301之间运动。基板110

的下表面可以设置导轨111，承载组件301与该导轨111滑动配合，该导轨111同样沿前后方

向延伸，第二丝杆电机381的输出轴能够对承载组件301施加抵压力，继而推动承载组件301

相对导轨111滑动，使得承载组件301上的测试卡20脱离孵育位130。因此，当位于某一承载

组件301上的测试卡20中的样本测试完毕后，可以使第二同步带350驱动第二丝杆电机381

抵达与该承载组件301相对应的位置处，再使第二丝杆电机381顶推承载组件301以带动测

试卡20脱离孵育位130即可。在其它实施例中，驱动单元380可以包括气缸等机构，当然，驱

动单元380的数量可以与承载组件301的数量相等并一一对应，同时第二驱动组件302可以

省略，当某一测试卡20需要脱离孵育位130时，可以通过对应的驱动单元380顶推承载该测

试卡20的承载组件301运动即可。

[0034] 第一驱动组件303还包括固定柱391和弹性体392，固定柱391安装在孵育机构100

上，例如，多个固定柱391呈直线间隔设置在基板110的下表面，每个固定柱391对应一个弹

性体392，每个承载组件301对应两个弹性体392。弹性体392可以为弹簧等，弹簧的一端与固

定件连接，弹簧的另一端与承载组件301连接。当第二丝杆电机381顶推承载组件301以带动

测试卡20脱离孵育位130后，弹簧被拉伸而储存能量，此时，可以将已测试完毕的该测试卡

20取走，并在承载组件301上放入新的盛放有待测试样本的测试卡20，在第二丝杆电机381

的输出轴收缩而复位的过程中，弹簧释放能量，弹簧对承载组件301产生拉力，承载组件301

相对基板110滑动并带动其上的测试卡20进入孵育位130，以对测试卡20进行孵育，孵育完

成后测光组件210对测试卡20进行光信号测量。在其它实施例中，第一驱动组件303可以省

略弹性体392和固定柱391的设置，可以在第二丝杆电机381的输出轴上设置电磁铁，通过电
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磁铁吸住承载组件301，继而带动承载单元相对孵育机构100往复滑动，最终实现测试卡20

脱离或进入所述孵育位130。当第二同步带350驱动第二丝杆电机381离开某一承载组件301

时，可以对电磁铁断电，解除第二丝杆电机381与该承载组件301的连接，以便第二丝杆电机

381运动到与其它承载组件301相对应的位置。

[0035] 对于其中某一孵育位130，当样本测试完毕后，可以使第二丝杆电机381顶推与该

孵育位130对应的承载组件301，承载组件301带动测试卡20从孵育容腔140的第二腔体142

中退出，以便测试卡20卸载。测试卡20卸载完毕后，在承载组件301上装载盛放有待测样本

的测试卡20，第二丝杆电机381回退，在弹簧的拉力下，承载组件301带动测试卡20插入孵育

容腔140的第二腔体142中。测试卡20开始在孵育容腔140中孵育特定的时间。孵育时间通常

为1-30分钟。孵育结束后，第一同步带222驱动第一滑块223运动，第一滑块223带动测光组

件210的支撑座211抵达该孵育位130，光源212发光以激发测试20卡中的荧光物质而产生荧

光信号，信号接收元件213接收该被激发产生的荧光信号而进行测量。当然，第一丝杆电机

231可以驱动支撑座211往复运动，确保光源212和信号接收元件213能够激发和接收孵育位

130所对应全部区域内的荧光信号，从而提高测试精度。

[0036] 与设置仅一个孵育位130的传统设计方案相对比较，通过在孵育机构100上设置多

个孵育位130，同时横向驱动组件220带动测光组件210在各个孵育之间运动，以便测光组件

210能对处于每一孵育位130的测试卡20进行测试。当测光组件210对处于其中某一孵育位

130的测试卡20中的样本进行测试时，可以充分利用该测试卡20的测试时间，在与其它孵育

位130相对应的承载组件301上装载测试卡20，以便承载组件301带动测试卡20至孵育位130

进行测试；也可以使承载组件301带动样本已测试完毕的测试卡20脱离孵育位130，然后将

测试卡20从承载组件301上卸载。这样可以使测试卡20的装载、卸载与样本的测试同时“并

行”进行，避免先后“串行”进行，因此，在同样的时间内，测光组件210能够对更多的测试卡

20中的样本进行检测，从而提高整个荧光免疫测试仪10的测试通量。此外，测试卡20在孵育

位130完成恒温孵育，不需要在荧光免疫测试仪10外孵育后再转移到其上进行测试，不仅减

少了手工操作，提高了效率，也最大限度减少了环境温度波动对测试结果的影响，保证了测

试性能。

[0037] 参阅图1和图2、图7至图10，在一些实施例中，承载组件301包括承载座310、基座

320和抵接板330，承载座310设置在基座320的其中一端，承载座310用于承载测试卡20，基

座320与孵育机构100的基板110滑动配合，抵接板330设置在基座320的另一端，基座320上

开设有滑槽321，该滑槽321与设置在孵育机构100基板110上的导轨111配合。第一驱动组件

303的第二丝杆电机381能够对抵接板330施加抵压力，从而推动基座320相对基板110滑动。

[0038] 具体而言，承载座310包括承载台400和把手500，承载台400与抵接板330分居所述

基座320的相对两侧，即承载台400位于基座320的上侧，抵接板330位于基座320的下侧，通

过将承载台400、抵接板330分居基座320的上下两侧，可以更好地实现荧光免疫测试仪10整

机的布局。承载台400可以大致呈长方体状，承载台400具有相互连接的顶面410和侧面420，

顶面410的一部分凹陷形成卡槽430，测试卡20收容在该卡槽430中，卡槽430的底壁上开设

有容置孔440，侧面420上开设有避位孔450，避位孔450与容置孔440相互连通。

[0039] 把手500包括旋转部510、凸起部520和手柄部530，凸起部520和手柄部530均与旋

转部510连接，旋转部510位于容置孔440内，旋转部510上设置有通孔511，承载组件301还包
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括转轴，转轴的中部穿设在该通孔511中，转轴的两端与承载台400转动连接，即旋转部510

通过转轴与承载台400实现转动连接。凸起部520相对旋转部510的表面凸出设定长度，手柄

部530穿过避位孔450而位于承载台400之外。

[0040] 当使手柄部530远离承载台400转动时，手柄部530通过旋转部510带动凸起部520

伸入卡槽430并与测试卡20中的卡孔配合，测试卡20装载在承载台400上，确保测试卡20稳

定可靠地固定在承载台400上。当使手柄部530靠近承载台400转动时，手柄部530通过旋转

部510带动凸起部520藏入容置孔440中，凸起部520与测试卡20中的卡孔解除配合关系，此

时，测试卡20能够从承载台400上顺利卸载。因此，该承载组件301结构简单，同时，只需转动

手柄部530以使凸起部520与测试卡20中的卡孔配合或脱离，即可实现测试卡20在承载台

400上的装载与卸载，提高了承载组件301的操作便利性。

[0041] 在一些实施例中，承载组件301还包括压紧弹片600，压紧弹片600设置在承载台

400的顶面410上，压紧弹片600用于从上往下对测试卡20施加抵压力，进一步增加测试卡20

装载的稳定性。压紧弹片600包括安装部610、压紧部620和导向部630，安装部610与顶面410

连接，压紧部620用于抵压测试卡20并具有第一端621和第二端622，压紧部620的第一端621

与安装部610连接，压紧部620的第二端622伸入卡槽430内，导向部630与压紧部620的第二

端622连接并朝远离卡槽430底壁的方向延伸，即导向部630斜向上延伸。在测试卡20从承载

台400的侧面420插入卡槽430的过程中，导向部630最先与测试卡20接触，导向部630对测试

卡20的运动起到导向作用，确保测试卡20顺利插入卡槽430中，当测试卡20进入卡槽430中

并与把手500的凸起部520配合时，压紧部620同时对测试卡20施加弹性压力。

[0042] 在一些实施例中，承载组件301还包括弹性件700，弹性件700抵压在承载台400与

所述手柄部530之间。例如，弹性件700可以为压缩弹簧710。当测试卡20装载在承载上时，压

缩弹簧710处于压缩状态并对手柄部530施加弹力，使手柄部530具有远离承载台400转动的

趋势，确保凸起部520与测试卡20卡孔配合的稳定性。当需要卸载测试卡20时，使手柄部530

靠近承载台400运动，压缩弹簧710进一步压缩，手柄部530克服压缩弹簧710的弹力转动，当

凸起部520脱离测试卡20的卡孔时，可以实现测试卡20在承载台400上的卸载。当继续在承

载台400上装载测试卡20时，在压缩弹簧710的复位作用下，手柄自动远离承载台400转动，

使得凸起部520与测试卡20的卡孔配合，从而实现测试卡20在承载台400上的装载。

[0043] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0044] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护

范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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